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O objetivo deste trabalho é investigar a qualidade de barreiras continuas (ndo porosas)
de 6xido de aluminio produzidas por anodizacdo para possiveis aplicacdes em dispositivos
nanoestruturados com propriedades de tunelamento dependente de spin, transferéncia de torque
por corrente polarizada através de barreira tunel, e efeitos de chaveamento de resisténcia e
retificacdo por dupla barreira assimétrica.

Neste trabalho foram produzidas filmes finos de alumina através de anodizagéo de
filmes de aluminio em solucdo neutra de &cido bdrico a 0,5 mol/L e borato de sodio a 0,025
mol/L, sob diferengas de potenciais entre 1 e 20 V, a temperatura ambiente. Nestas condi¢des
ha o crescimento de uma camada continua de 6xido de aluminio, cuja espessura depende apenas
do potencial aplicado. Filmes finos de aluminio de 300 nm foram produzidos por sputtering e
posteriormente anodizados. A anodizagéo € feita em metade da area da amostra permitindo o
contato elétrico na camada do aluminio, para posterior caracterizacao elétrica. A espessura da
barreira de Oxido € definida pelo potencial usado, seguindo a taxa de anodizacdo tipica do
aluminio, ou seja, 1.35 nm/V. Foram produzidas barreiras de alumina com diferentes espessuras
a partir da aplicacdo de potenciais entre 1 e 20 V. Neste trabalho foi montado o sistema
experimental para realizar a anodizacgéo e desenvolvido um método de aquisic¢éo da corrente de
anodizacdo. A dependéncia experimental da corrente com o tempo é comparada com modelos
de mobilidade i6nica [1] através do 6xido em formacéo.

As estruturas foram ainda caracterizadas eletricamente a partir de curvas de corrente
versus tensao, através de pontas de contato. A sua estrutura cristalografica e espessura foram
caracterizadas por difracdo e reflexdo de raios-X, respectivamente.

[1] J.W. Diggle, Thomas C. Downie and C.W.Goulding, Chemical Review 3 (1969) 365.



